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شرکت آرا پژوهش افتخار دارد که با بکارگیری نخبگان دلسوز،  پس از 5 
بار در کشور  اولین  اینک برای  نانو متری،  سال کار فعال بر روی تجهیزات 

موفق به تولید دستگاه ميکروسکوپ نيروي اتمي می شود.
، بعنوان اصلی ترین ابزار در   AFM  امید است بومی شدن تولید دستگاه 
اجرای پروژه های نانو فناوری، موجب توسعه  فناوری نانو در کشورشده 
ایران  برای  عزت  و  شکوفایی  های  قله  فتح   راستای  در  موثر  گامی  و 

عزیزباشد. 

   AFM علاوه بر توپو گرافی سطوح در مقیاس اتمی و ملکولی، کاربردهاي 
بعنوان  را  آن  مغناطیسی  و  شیمیایی  الکتریکی،  مکانیکی،  خواص  بررسی  در 
ادوات  ساير  از  فناوري،  نانو  در  آشکارسازي  و  تست  دستگاه  مهمترين 

متمايز ساخته است.

نانو فناوري بگشائید که در این میدان هر  AFM راه خود را به  دنياي  با   
آزمايش جديد و دستاوردی نو متناظر با يک فتح علمي جديد است. 

 
 فناوری نانو صنعت هزاره سوم و AFM رمز رسيدن به توفيقات علمي در 

دنیای نانو. 

در دنياي نانو آرزوهاي بزرگ به سرعت تحقق مي يابند 

AFM
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بخشهاي مکانيکي و الکترونيکي اصلي
• بخش بدنه که شامل مکانيزم جابجايي و پيمايش است 

• بخش فوقاني که استقرار کانتیلور و دريافت اطلاعات را بعهده دارد 
• بخش کنترل، دريافت سيگنال و پردازش اطلاعات 

زیرمجموعه ها:
• طبقه جابجايي اوليه 
• طبقه جابجايي پيزو 

• ادوات تنظيم همراستايي 
• المان محرک پيزو 

• حسگر سنجش جابجايي 
• منبع ليزري دقيق 

• مدارات تقويت سيگنال 
• مدارات فيلتر و کاهش نويز 

• مدار راه انداز پيزو ها 
• سيستم کنترل موقعيت 

• دوربين و متعلقات اپتيکي 
• ادوات تنظيم آينه ها 

• سيستم حذف ارتعاش 
• واحد جبرانسازي خطا 

• مکانيزم تبديل گام 

پردازش و نمايش دقيق سيگنالهاي استخراج شده از کانالهاي 

متعدد دستگاه .

 استقرار سيستم حلقه بسته، نمونه برداري با فرکانس بالا و 

استفاده از عملگرهاي با پهناي باند زياد

غلبه بر خطاها و عدم قطعيت ها 



خصوصیات نرم افزار نانو آرا نسخه 1.01 
• محاسبات مربوط به جبران سازي اثرات هيسترزيس و غير خطي بودن عملگر 

• محاسبات پردازش سيگنال هاي دريافت شده و فيلترهاي ديجيتال 
• محاسبات بعد از داده برداري جهت حذف اثرات شيب و اعوجاج

• انجام تغییرات در پارامترها به همراه ارايه محيط فعال  جهت داد و ستد با کاربر
• ارسال نقاط مرجع، ضرايب سيستم کنترل و شيوه داده برداري به مدارات الکترونيک تغذيه پيزو و آشکارسازي سيگنالها 

مشخصه هاي کلي دستگاه 

مقدار  واحد 	 				   کميت 

 30 	µm 		 دامنه پيمايش سطح 

1 	nm 		 دقت جابجايي عرضي 

0.1 	 nm 		 دقت جابجايي قائم   

7 	mm 		 دامنه جابجايي اوليه  

0.01 	W  		 شدت نور ليزر 	       

70 	KHz 		 پهناي باند عملگر 

0.18 	A/W 		 حساسيت حسگر نوري 

0.7 	MHz 		 پهناي باند حسگر   

25 	KΩ           	 ضريب تقويت اوليه

0.6 	µm گام طبقه جابجايي اوليه  	

کانال هاي مستقل سيگنال 
• سيگنال دامنه در سه حالت متفاوت پيمايش سطح )حرکت به جلو، بازگشت و پرواز( 

• سيگنال فاز در سه حالت متفاوت پيمايش سطح 

• سيگنال تفاضلي خروجي از حسگرهاي نوري 

• سيگنال مجموع خروجي از حسگرهاي نوري 

• سيگنال کنترلي عملگر دقيق پيزو در سه راستاي متعامد 

برخی از مود های کارکرد دستگاه  
• مود غير تماسي با مدولاسيون دامنه  

• مود تماسي با حلقه فيدبک 
• اسپکتروسکپی نیرو های واندروالس

• اسپکتروسکپی نیروهای الکترواستاتیکی 
• میکروسکپی نیروهای مغناطیسی

• میکروسکوپی کلوین

برخی پارامترهاي قابل تنظيم در دستگاه  

• سرعت پيمايش سطح 

• دامنه پيمايش نمونه 

• زاويه روبش عرضي 

• ميزان آستانه نيرو  

 PID ضرايب کنترل کننده •

• فرکانس تحريک ديناميک 

• دامنه نوسان تحريک 

• ميزان فاصله در مود پرواز

• دامنه نوسان تحريک 
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تصوير از کانال تغيير دامنه در مود پرواز
) طول و عرض ناحيه پيمايش  5 ميکرومتر(

تصوير  از سيگنال تغييرات فاز در مود 
حرکت به جلو  

تصوير در مود پرواز با سيگنال دامنه

تسهیلات و مزایای استثنایی برای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی درداخل کشور:

  ارائه دو سال گارانتی

  ارائه 15 سال خدمات پس از فروش

  راه اندازی مجموعه آزمایشگاهی AFM و ارائه طرح آزمایش ها

  برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی بر حسب نیاز مراکز

  انجام مشاوره و طراحي بر مبناي کاربرد خاص

  ارائه نرم افزار بروز شده و پیشرفت داده شده 

  ایجاد تسهیلات ما لی جهت خرید دستگاه
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